








































专利名称(译) 物理参数测量

公开(公告)号 US20190015048A1 公开(公告)日 2019-01-17

申请号 US15/649769 申请日 2017-07-14

[标]申请(专利权)人(译) 伟伦公司

申请(专利权)人(译) 伟伦，INC.

当前申请(专利权)人(译) 伟伦，INC.

[标]发明人 BAKER STEVEN D

发明人 BAKER, STEVEN D.

IPC分类号 A61B5/00 G06F19/00

CPC分类号 A61B5/6833 A61B5/0002 G06F19/3418 G16H40/63 A61B5/021 A61B5/024 A61B5/0402 A61B5/0816 
A61B5/1116 A61B5/1123 A61B5/721 A61B2560/0209 A61B2562/08 G16H20/00 G16H40/67 G16H80
/00

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于检测对象的一个​​或多个物理评估参数的系统包括感测补片和处理
器。感测贴片被配置为感测来自对象的对应于一个或多个物理评估参数
的信号，减少对应于感测信号的感测参数数据，并发送感测到的参数数
据。感测贴片还包括至少一个可调节的感测贴片参数。处理器与感测贴
片分离并且被配置为从感测贴片接收感测的参数数据并将命令发送到感
测贴片。感测补片被配置为在将感测的参数数据发送到处理器之前对感
测的参数数据执行不同量的数据减少。这些不同的数据减少量至少部分
地由一个或多个系统参数确定。
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